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摘要(译)

体积描记术（“PPG”）测量系统可以包括至少一个PPG辐射源和至少一
个用于检测PPG辐射的辅助传感器。辐射源向对象发射PPG辐射的一部
分，沿光路发射另一部分，用于PPG辐射源和辅助传感器之间的直接通
信。辅助传感器可以形成轮廓，可以比较来自主要PPG传感器的测量结
果，所述主要PPG传感器接收从受试者返回的光。从该比较中，可以生
成新的PPG信号，其表现出比PPG传感器输出的PPG信号更低的噪声。
这些噪声减轻技术可以有利地由PPG系统使用，以产生更准确的测量并
且还减少辐射源的功耗。
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